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บทคัดยอ 

การศึกษาการตรวจจับฟอลตชนิดอิมพีแดนซสูงดวยไมโครคอนโทรลเลอรโดยใชการ
แปลงเวฟเล็ตและการแปลงฟูริเยรในชวงเวลาสั้นนี้ มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อหาวิธีการ
ประมวลขอมูลขั้นตน ในการตรวจจับฟอลตชนิดอิมพีแดนซสูงที่เหมาะสม และมีความเร็วในการ
ประมวลผลที่เพียงพอสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร 2) เปรียบเทียบความซับซอนทางการคํานวณ
วิธีการประมวลผลขอมูลขั้นตน โดยการใชการแปลงเวฟเล็ต, การแปลงฟูริเยรชวงเวลาสั้น และการ
ใชการแปลงเวฟเล็ตและการแปลงฟูริเยรชวงเวลาสั้นรวมกัน  และ  3) เพื่อหาวิธีสรางอุปกรณเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจายกระแสไฟฟาของระบบจําหนาย การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ 

จ.เชียงใหม โดยวิธีการศึกษาเปนการประยุกตใชความรูดานการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลและ
การรูจํารูปแบบมาวิเคราะหสัญญาณทางไฟฟา 

ฟอลตชนิดอิมพีแดนซสูง (High Impedance Fault: HIF) เปนฟอลตในระบบจําหนาย
ไฟฟาที่ไมสามารถตรวจเจอไดดวยรีเลยชนิดกระแสเกินแบบเกาได  วิธีการตรวจสอบฟอลตชนิด
อิมพีแดนซสูงที่มีการนําเสนอในชวง 2-3 ปที่ผานมาสวนใหญจะใชการแปลงเวฟเล็ตแบบไม
ตอเนื่องในการประมวลผลสัญญาณ อยางไรก็ตามวิธีการดังกลาวไดนําเสนอวิธีการที่มีอัตราการ
แซมปลิงสัญญาณที่สูงมาก   ดังนั้นวิทยานิพนธฉบับนี้ไดนําเสนอการตรวจจับฟอลตชนิด
อิมพีแดนซสูงดวยอัตราการแซมปลิงต่ํา โดยใชขอมูลทดสอบที่จําลองจากซอฟทแวร Alternative 

Transients Program (ATP)  ดวยความถี่สุมเปน 600 เฮิรท ซ่ึงเปนความถี่ขั้นต่ําในการตรวจจับ
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กระแสฮารมอนิกลําดับที่ 3 และ 5  อีกทั้งยังเปนความถี่ที่ไมโครคอนโทรลเลอรสามารถ
ประมวลผลขอมูลไดแนนอน  ผลการจําแนกฟอลตโดยใชการแปลงเวฟเล็ตรวมกับการแปลงฟูริเยร
ในชวงเวลาสั้นเปนการสรางและสกัดคุณลักษณะ โดยเปรียบเทียบกับการใชเพียงการแปลงเวฟเล็ต
อยางเดียว หรือการแปลงฟูริเยรในชวงเวลาสั้นอยางเดียว ในสวนการเลือกคุณลักษณะเดนจะใชคา
ระยะหางสัมพัทธ โดยเปรียบเทียบกับการใชการวิเคราะหแกนหลัก (Principal Component 

Analysis : PCA)  และการจําแนกประเภทที่ใชคือการจําแนกประเภทแบบเบส สวน
ไมโครคอนโทรเลอรที่ใชทดสอบการทํางานของอัลกอริทึมคือ PIC18F458 

ผลการศึกษาพบวาสําหรับขอมูลที่มีการแซมปลิงดวยความถี่ต่ํานั้น วิธีการนี้สามารถ
จําแนกฟอลตชนิดอิมพีแดนซสูงออกจากเหตุการณอ่ืนได  ดวยความถูกตองมากกวาและความ
ซับซอนทางการคํานวณที่นอยกวาเมื่อเทียบกับการใชเพียงการแปลงเวฟเล็ตอยางเดียว หรือการ
แปลงฟูริเยรในชวงเวลาสั้นอยางเดียว   และเมื่อนําไปทดสอบโดย PIC18F458 ซ่ึงมีขอจํากัด
ทางการประมวลผลแลวพบวาสามารถจําแนกฟอลตดวยความถูกตองเฉลี่ย 95%   
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study, “High Impedance Fault Detection on  

Microcontroller Using Wavelet Transform and Short Time Fourier Transform”  are :  

1) to find a data-preprocessing method which is satisfied and suitable for 

microcontroller processing speed to be able to detect high impedance faults; 2) to  

compare the computation complexity  of data-preprocessing methods  among wavelet 

transform (WT), short time Fourier transform (STFT), and the combination of wavelet 

transform and short time Fourier transform; and 3) to find a method to create a new 

protection device for increasing the dispatching performance in Provincial Electricity 

Authority Area 1 (North) Chiang Mai Province. The methods for analyze electricity 

signal in this study are digital signal processing and pattern recognition techniques. 

High-impedance faults (HIFs) on distribution system are difficult to be 

detected by ordinary overcurrent protection relays.  Recently, there have been many 

proposed researches that applied Discrete Wavelet Transform (DWT) in data-

preprocessing to detect HIFs.  The previous results, however, were based on only 

high-sampling rate.  Consequently, this thesis presents the low sampling rate 

algorithm.  The data are simulated from Alternative Transients Program (ATP) 

software with 600 Hz sampling rate which is the minimum rate for harmonics 

components of 3rd and 5th order detection. Furthermore, with this sampling rate 

microcontroller is capable to process all the data.  
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The results of classifying HIFs from other normal classes using the 

combination of wavelet transform and short time Fourier transform as the feature 

extraction of the pattern recognition system are presented and compared with the 

results of apply only wavelet transform and short time Fourier transform on the same 

data set.  The relative linear distance, compared with Principal Component Analysis 

method, is used as feature selection, while Bayes classification is the classifier. The 

Microcontroller used for testing this algorithm is PIC18F458. 

After applied on PC-based algorithm, the combination method classifies HIFs 

from the other normal classes more accurate than applying either wavelet transform or 

short time Fourier transform with less computation complexity.  As the 

microcontroller-based programming, the classified results are accurate with 95% 

subjecting to the microcontroller limitation. 

 

 


